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1. Fiziksel Kontrol
1.1. Kartin tozlarini silmeden once kontrol

1.2. Temizlik sonrasi kontrol,

- Rengi degismis bir elektronik malzeme,
- Sismis veya catlamis bir elektronik malzeme,

- SMD entegre yuzeylerinde az dahi olsa bir
(kilcal) catlaklik,

- Soguk lehim (matlasmis sekilde),

- Koklayarak, yanik olup olmadigi, (ESKiG)
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5. Kartin Uzerindeki Malzemelerin Tanimlanmasi

1. Var ise devre semasi ve teknik
kitaplarinin istenmesi

2. Elektronik kart ustundeki malzemelerin
DataSheet ’lerinin internet ortamindan
bulunmasi (SMD code book vs.)

6. Sikayetin Oldugu Kismin Lokalize Edilmesi

1. Kullanicisindan alinan bilgiler (Cihazi
bilen teknik personelden alinan bilgiler)

2. Kartin bloklara ayrilmasi ve sikayetin
oldugu blogun belirlenmesi

7. Lokalize Edilen Kisimdan Baslanarak
Elektronik Malzeme Testlerine Baslanmasi

Elektronik kart her bir gorevi yerine
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7. ELEKTRONIK MALZEME TEST METOTLARI

‘Empedans Testi: Her elektronik malzemenin empedans karakteristik egrilerini gorerek
yapilan testtir Malzemenin empedans karakteristik egrisi bozulmus ise malzeme
arizalanmistir. Elektronik kart tamiri icin olmazsa olmaz en temel test metotlarindan biridir. %95
kart tamirinde arizali malzeme belirlemeyi saglar.

‘Programli Malzeme Testi: Programlayici kullanarak, program bulunduran malzemelerin test
edilmesi ve sistem yedeklerinin (back-up) alinmasidir. Program yedeginin ariza yapmadan
once alinmasi tavsiye edilir, yedek alinmis ise kartin onarimi kolaylasir.

‘Kisa Devre Testi: Elektronik kartta ozellikle besleme (Vcc) ve toprak (Ground-GND) arasinda
kisa devre olan malzemelerin bulunmasini saglar. Nadiren kargilasilan bir ariza sekli olmasina
ragmen bu metot bilinmiyor ise arizayl bulmak saatler alabilir.

‘Fonksiyonel Test: Elektronik malzemelerin devre icerisinde veya disinda enerji verilerek test
edilmesi, yani bizzat caligstinimalandir.

*Boundaryscan Testi: BGA (Ball Grid Array) kilif yapisindaki malzemelerin pinleri (bacaklarr)
kilifin altindadir ve test ederken prop ile dokunarak test edilemezler. Bu ve benzeri komplex
entegreleri devre icinde test etmeye yarayan metottur. Ayrica bu kilif yapisinda ve icerisinde
yazilim bulunan (flash yapili) programli malzemeleri de devreden sokmeden okuyup yazabilir.

*Termal Test: Elektronik kartta termal kamera cekimi yapip, saglamiyla kiyaslayarak, hizli
arizall malzemeyi bulmaya yonelik testtir.
6
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- — —

Empedans (VI - ASA ) Test

Akim - |

Voltaj- V R = V / I

Acik Devre Kisa Devre
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Temel Karakteristik VI Egrileri Arizali Diyot VI Egrileri

/ | B
/| | s

Saglam diren¢ empedans egrisi Saglam diyot empedans egrisi
|
Saglam zener diyot empedans egrisi Saglam kondansatér empedans egrisi
8
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- MODEL-3- EFLVITESTER-TFT

MODEL-1-EFLVITESTER-PC MODEL-2-EFLVITESTER-SCOBE
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Entegrelerin Besleme ve Toprak Bacaklarin Bulunmasi

74HCOD  Besleme (VCC)

14J_

12
12
11
10

Dijital Entegreler

« Centigin sol tarafi 1 nolu pin.

e 1 nolu pinin sirasindaki son pin

topraktir. =
 Centigin sag tarafi beslemedir. Cok Toprak (GND)
az istisna malzeme vardr.

A
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A
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NP WN
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Analog Entegreler (Ornek LM324) LM324

 Centigin sol tarafi 1 nolu pindir.
e 4 nolu pin V+

B
+
~NOOHLHLWN =

bbb bbb

e 11 nolu pin V-

« Bazen tasarimci V- pinini GND olarak Quad Op-Amp
kullanabilir.
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EFLVITester cihazi ile iki anzali elektronik kartin karsilastirilarak arizanin
belirlenmesi (PCB topragi (GND) referans alindr)

(VIDEO-EFLVITester)

Not: Kart tamiri icin olmaz ise olmaz ekipmanlardandir.
11
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Fonksiyonel Test
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Ustu silik malzemenin belirlenmesi
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Termal Test

Halen ARGE maksatl uretim sonrasi performans testlerinde kullanilmaktadir.

Ulkemizde arizacilikta kullanan yoktur. Termal kamera ile saglam elektronik karta 5 dakika
gibi siireyle besleme verip fotografi alinir. Arizali karta da ayni islem yapilir.

iki termal goriintii PC ortaminda karsilastirili. MATLAP, Labview gibi programlarda
karsilastirma islemini otomatik yapan hazir fonksiyonlar bulunmaktadir.

Yukarida bir haberlesme sistemi anakartinin t<196rmal goruntusu
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Termal Test

Trifaz motor surucu L1, L2
ve L3 fazlan kablo ekleri,
fazin biri agir akim
cekmekte.

Termal kamera fiyatlan
her yil dusmektedir, lakin
halen pahalidir. Bunun
yerine infrared lazerli
sicaklik olcerler de gorev
yapabilmektedir.

17
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Kisa Devre Test (Vcc-GND arasi1 kisa devre)

LCR Metre
1 miliOhm
okuma
oo e hassasiyetine
- - sahip

iiRsn
: stn
e
N PAL
ANy e
DO WOT ALY VOLIAGE T MPUT TERMNALS
OSCNARGE CAMCITOR SEFORY TEITWG

* =  GUARD
B Ce
LCR METER
.. LCR-9184

Not; karta akim sinirlandirmali giic kaynagi ile besleme verilerek (300 mA.) en
cok 1sinan malzeme tespit edilir.
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BOUNDARYSCAN TEST METODU (JTAG TEST)

[ Felet - -
VBT Y -
b4 wiela
iy .
N

1970 li yillarda DIP entegre kilif tipinde ilerlemeler devamli oldu.
Kisa siire sonra SMD malzemeler ve BGA kilif tipinde gelismeler oldu.

BGA Kilif tipindeki elektronik malzemeler elektronik devrelerin oldukca
kiiclilmesini sagladi.

Glinumiizde; diziistii ve mini personel bilgisayarlari, cep telefonlari, flash
bellekler, tasinabilir kiiciike lektronik bircok cihaz, PLC ler, kiiciik robotik

sistemler de yaygin kullanilmaya baslamislardir.

19
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1980 yilinda Joint Test Action Group (JTAG) tarafindan BGA kilif tipindeki
malzemlerin kontrol ve testini mumkun kilacak BOUNDARY-SCAN TEST
standard gelistirildi. IEEE Std. 1149.1 standardi olarak kabul edildi.

Boundary-scan testinde malzeme pinlerine proplarla dogrudan temas
etmeden, malzeme c¢alisirken ilgili kontrol sinyalleri alinarak test
edilebilmektedir.

BGA malzeme iireticilerinin malzeme icerisine koyduklari boundary-scan
hiicreleri (cell) buna imkan tanimaktadir.
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-

Genellikle bu testin yapilabilmesi icin PCB de erkek header yap1 bulunur.

21
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ISP (In System (Circuit) Programming) Baglantilari

Genellikle bu testin yapilabilmesi icin PCB de erkek header yap1 bulunur. Uretici de
seri uretimde bu soketi kullanarak program yapmuistir.

22
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ISP Baglant1 Konnektorii Bulunamaz Ise Ne Yapilir ?

e & JTAG TAP Interface Signals
-2-E-X - : —r
QD 555 Abbreviation NLEL Description
000883838209
Vs 2 2 ‘ﬂ ;’ ;’ :‘ 3 g ‘f; ‘f: 3 TCK Test Clock Synchronizes the internal state
machine operations
© mrrlg E ; :; znoo. TMS Test Mode  Sampled at the rising edge of TCK to
vodo IALTERA a7h 1o State determine the next state
GND 10 36 P GND
ﬁz :'2 EPM3032A i; ‘[S" TDI Test Data In  Represents the data shifted into the
© vorTms o 13 EPM3064A 1P o device's test or programming logic. It
Vo o 14 el e is sampled at the rising edge of TCK
e b ot when the internal state machine is in
ano o 17 2b 10 the correct state.
[ A R A TDO Test Data Out Represents the data shifted out of
gegeggeeses the device's test or programming
logic and is valid on the falling edge
44-Pin PLCC of TCK when the internal state

machine is in the correct state

TRST Test Reset An optional pin which, when
available, can reset the TAP
controller's state machine
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PROGRAMLANABILIR MALZEMELERIN TESTI

e
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Devre Semasi ile Onarimda Dikkat Edilecekler
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3- Universal Programlayici

4- Multimetre ve LCR Metre

29
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Herhangi bir kart uzerindeki malzeme test sureleri ve test metotlan

ELEKTRONIK MALZEME TEST METODU Test Siiresi
(Saniye)
1 Direnc¢ Cesitleri V-1 Test, Multimetre 2
% Diyot Cesitleri V-1 Test 2
3 Transistor Cesitleri V-1 Test 3
4 Fet, Mosfet, Tristor gibi ii¢ pinliler | V-1 Test 4
5 Kondansator Cesitleri V-1 Test, LCR Metre 5
6 Bobin Cesitleri V-1 Test, LCR Metre 2
7 Transformator Cesitleri V-I Test, Fonksiyonel Test 5
8 Role Cesitleri Fonksiyonel Test (Gii¢ Kaynagi, Multimetre) 5
9 Regiilator Cesitleri V-I Test, Fonksiyonel Test 5
10 | Analog Entegreler (OPTO V-I Test (Datasheet yardimiyla) ~10
COUPLER, OPAMP, 555, Lineer IC Tester (Fonksiyonel Test)
ULN2XXX Serisi, LMXXX Serisi
11 Digital Entegreler (TTL, CMOS, V-I Test (Datasheet Yardimiyla), ~5
RAM, Mikroislemciler vs.) Programlayici; TTL, CMOS, RAM ve MCU
Fonksiyonel Test Kismi)
12 | Programlanabilir Malzemeler Programlayici ~10
13 |RAM’ler Programlayici, V-1 Test ~10
14 | Doniistiiriiciiler (Sensor ve V-I Test, Fonksiyonel Test, Osiloskop ~10
Transducerlar)
15 |Kiristaller Fonksiyonel Test (Osiloskop, Frekans Sayici) 5
16 |Elektronik Kart Mukayese V-1 Testi (Malzeme Sayist Siireyi Belirler)
17 Kablo ve Konnektor, Kisa devre test | Kablo Test Cihazi ~5
18 | BGA kilifindaki Entegrelerin Devre |Boundaryscan Test Metodu ile Fonksiyonel ~30
Ici testi Test,
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Otomatik Test Sistemleri (ATE) Sistemleri - Test Diizenegi (Test Bench)

ATE ler ve Test Bench’ler karta ozel

tasarlanirlar. Kartin uzerinde Test Muhendisinin
belirledigi TP (Test Point) noktalarina gore;
fonksiyonel, VI Test, program testi, boundary-scan
testlerini otomatik sekilde yapar. Kartin simule
edilerek test edilmesidir.

Anzali malzemeyi tespit edip, rapor seklinde cikti
verebilmektedir.

ATE (Automatic Test Equipment) sistemleri temel
uc bilesenden olusmaktadirlar.

1) Yuksek Teknolojili Test Modulleri,

2) Test Edilecek Kart-Modiile Baglanti Donanimi
(Test Fixture),

3) Test Yazilimi (TPS).

Ulkemizde ilk milli imkanlarla Test Bench tiretimini
gerceklestirdik.
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ATE Sistemi Test Baglantilan

In-Circuit & Functional Board Test CLIP-ON & BOUNDARY SCAN TEST
1 '
e I I
""" 1 |
1 |
I I JTAG CABLE
1 |
1 |
1 I « (]
1 v omplete
I [
Bed-Of-Nails (MDA, ICT) . Functional FUNCTIONAL -- CLIP ON TEST . BOUNDARY SCAN
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ATE Sistemi Yazilimi - Test Sonucu

TestDirector 6 TestStation

TestDirector 6 TestStation

Setup Options

r

v
Cancef TESTI0 (QSMVI)

/4ALUD o
1

User Prompt :
et OnFail  Status Al

Ev
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Ayni elektronik karttan ¢cok adetli
onarim yapiliyor ise veya cok adetli
seri Uretim sonrasi arizanin hizh

belirlenmesi gerekiyor ise, elektronik

karttaki bloklar (kisimlar) karta ozel
bir test platformu (test bench)
yapilarak otomatik test edilebilir.

Test bench cok hizli ve hatasiz
sekilde arizali blogu belirler.

Test bench’ler ATE lere gore cok
daha kucuk ve hesaplidirlar.

Karttaki blok arizasini belirlemek,
tum kart1 test etmekten bizleri
kurtarip, 10-20 adet elektronik
malzeme testine indirgeyecektir. Bu
ariza ise empedans test cihaz ile
kolayca ve hizli belirlenir.

Test Bench

Empedans
Test
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1)

BIRAZ BEYIN FIRTINASI YAPALIM !!!

Bozulan elektronik malzemelerin ozel bir kaplama malzemesi olsa ve rengi degisse. Malzeme
ureticilerinin (OEM) bozulan malzemelerde veya nominal kullanimdan daha fazla 1sinan
malzemelerde rengi degisen 6zel bir kaplama malzemesi gelistirmeleri...

Elektronik kartin saglaminin ve arizali olaninin; x-ray, akustik goriintiileme gibi 6zel tekniklerle
yuksek cozunurluklu 3 boyutlu goruntilerinin alinmasi ve bunlarin PC ortaminda karsilastirilmasi. Bir
nevi tomografilerinin alimp saglami ile karsilastirilmasi, saniyeler seviyesinde farkli malzemenin
belirlenmesi...

Yiksek cozinrlikli bir zayif manyetik alan algilayici ile, scanner gibi saglam ve arizali kartlarin
taranmasi ve manyetik goruntulerin PC ortaminda karsilastirilmasi. Saniyeler seviyesinde arizanin
bulunmasi1 demektir
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2.0turum Sonu

Bolum 5
Elektronik Arizanin Giderilmesi
(Lehimleme ve Sokme) Metotlar
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